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(57) Вимірювальний перетворювач для визначен-

ня товщини діелектричних покрить пласких мета-
левих поверхонь, який містить коливальний LC-
контур, котушка індуктивності якого є чутливим 
елементом, який відрізняється тим, що в нього 

введені сім ідентичних за будовою та характерис-
тиками коливальних LC-контурів, котушки індукти-
вності яких є чутливими елементами, які розташо-
вані радіально в корпусі вимірювального 
перетворювача і зсунуті між собою на кут 45 гра-
дусів таким чином, що торці осердь котушок індук-
тивності розташовуються на поверхні обертання, 
сенсор положення жорстко зв'язаний з віссю вимі-
рювального перетворювача, котушка збудження 
жорстко зв'язана з віссю вимірювального перетво-
рювача, яка є одночасно виходом вимірювального 
перетворювача. 

 
 

 

 
Корисна модель відноситься до засобів вимі-

рювання товщини діелектричних покрить метале-
вих поверхонь і може бути використана для конт-
ролю процесу нанесення діелектричних покрить на 
пласкі металеві поверхні. 

Відомий пристрій для вимірювання товщини 
діелектричного покриття [Заявка РФ 
№2007112054/09, кл. G01N22/00, опублікована 
27.08.2008 р.], в якому вимірюють амплітуду (по-
тужність) відбитого сигналу, що пов'язана з коефі-
цієнтом відбиття, а товщину діелектричного пок-
риття визначають як таку, що пропорційна 
амплітуді (потужності) відбитого сигналу. 

Недоліками даного пристрою вимірювання є 
складність реалізації випромінювача та залежність 
результатів вимірювання від довжини хвилі зонду-
вання. 

Відомий пристрій для неруйнівного вимірю-
вання товщини діелектричних та напівпровіднико-
вих плівок [Заявка РФ № 94026729/28, кл. 
G01B11/06, опублікована 20.01.1998 p.], який до-
зволяє виміряти товщину плівки, як таку, що про-
порційна кутовій відстані між екстремумами куто-
вої залежності інтенсивності відбитого від зразка 
випромінювання. 

Недоліком такого пристрою є необхідність ви-
користання джерела монохроматичного випромі-
нювання та складність оптичної системи, що скла-

дається з лінз та дзеркал. Також суттєвим обме-
женням для використання такого вимірювального 
перетворювача є необхідна умова прозорості ма-
теріалу покриття для спектру випромінювача. 

З відомих пристроїв найбільш близьким за те-
хнічною сутністю є індуктивно-резонансний вимі-
рювальний перетворювач з часовим представлен-
ням інформації [Патент України на корисну модель 
№ 7264, кл. G01N27/72, опублікований 15.06.2005 
р. Бюл. № 6], що містить детектор і коливальний 
LC-контур котушка індуктивності якого є чутливим 
елементом, опорний коливальний LC-контур, дру-
гий детектор, перший та другий фільтр низьких 
частот, перший та другий компаратори і логічний 
суматор по модулю два причому вихід коливаль-
ного LC-контура з'єднаний з входом першого дете-
ктора, вихід якого з'єднаний з входом першого 
фільтра нижніх частот, вихід якого з'єднаний з 
входом першого компаратора вихід якого з'єдна-
ний з першим входом логічного суматора по моду-
лю два, вихід опорного коливального LC-контура 
з'єднаний з входом другого детектора, вхід якого 
з'єднаний з входом другого фільтра низьких час-
тот, вихід якого з'єднаний з другим входом логічно-
го суматора по модулю два, вихід якого є виходом 
вимірювального перетворювача. 

Недоліком даного пристрою є складність ство-
рення опорного LC-контуру зі сталими в часі хара-
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ктеристиками інваріантними до впливу зовнішніх 
факторів, що погіршує його метрологічні характе-
ристики та складність застосування такого вимі-
рювального перетворювача в умовах технологіч-
ного процесу нанесення діелектричних покрить на 
пласкі металеві поверхні, такі як листи жерсті. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення вимірювального перетворювача для 
визначення товщини діелектричних покрить плас-
ких металевих поверхонь, в якому за рахунок вве-
дення нових елементів та зв'язків досягається ін-
варіантність до впливу зовнішніх факторів на 
результат вимірювання та можливість застосуван-
ня вимірювального перетворювача товщини діе-
лектричних покрить пласких металевих поверхонь 
безпосередньо в технологічному процесі нанесен-
ня діелектричних покрить на листи жерсті. 

Поставлена задача вирішується тим, що в ви-
мірювальний перетворювач для визначення тов-
щини діелектричних покрить пласких металевих 
поверхонь, який містить коливальний LC-контур 
котушка індуктивності якого є чутливим елемен-
том, введені сім ідентичних за будовою та харак-
теристиками коливальних LC-контурів котушки 
індуктивності яких є чутливими елементами, які 
розташовані радіально в корпусі вимірювального 
перетворювача і зсунуті між собою на кут 45 гра-
дусів таким чином, що торці осердь котушок індук-
тивності розташовуються на поверхні обертання, 
сенсор положення жорстко зв'язаний з віссю вимі-
рювального перетворювача, котушка збудження 
жорстко зв'язана з віссю вимірювального перетво-
рювача яка є одночасно виходом вимірювального 
перетворювача. 

На кресленні представлена загальна структу-
ра вимірювального перетворювача для визначен-
ня товщини діелектричних покрить пласких мета-
левих поверхонь. Він містить коливальний LC-
контур 1 котушка індуктивності якого є чутливим 
елементом, сім ідентичних за будовою та характе-
ристиками коливальних LC-контурів котушки індук-

тивності яких є чутливими елементами, які розта-
шовані радіально в корпусі 2 вимірювального пе-
ретворювача і зсунуті між собою на кут 45 градусів 
таким чином, що торці осердь котушок індуктивно-
сті розташовуються на поверхні обертання, сенсор 
положення 3 жорстко зв'язаний з віссю вимірюва-
льного перетворювача, котушка збудження 4 жор-
стко зв'язана з віссю вимірювального перетворю-
вача яка є одночасно виходом вимірювального 
перетворювача. Вимірювальний сигнал з виходу 
вимірювального перетворювача пропорційний то-
вщині діелектричного покриття 6, яке нанесене на 
металеву основу 7 вимірювального об'єкту 5. 

Вимірювальний перетворювач для визначення 
товщини діелектричних покрить пласких метале-
вих поверхонь працює наступним чином: в процесі 
вимірювання вимірювальний перетворювач прити-
скається до об'єкту вимірювання 5 таким чином, 
що при поступовому русі об'єкта вимірювальний 
перетворювач обертається без проковзування 
відносно своєї осі. На протязі повного оберту ви-
мірювального перетворювача кожен з восьми ко-
ливальних LC-контурів одноразово приймає поло-
ження придатне для вимірювання, а саме 
перпендикулярне до площини вимірювального 
об'єкту 5. В момент часу, який визначає для кож-
ного з восьми коливальних LC-контурів сенсор 
положення 3, робочий LC-контур ударно збуджу-
ється імпульсом запуску, який поступає на котушку 
збудження 4, яка в даний момент індуктивно зв'я-
зана з робочим вимірювальним контуром, що ви-
значає початок вимірювання. По завершенні часу 

t на протязі якого амплітуда коливань ударно 
збудженого і зв'язаного з вимірюваним діелектри-
чним покриттям LC-контуру вимірювального пере-
творювача зменшується в е - разів, який залежить 
від товщини електропровідної основи 7 та товщи-
ни h діелектричного покриття 6 визначають тов-
щину діелектричного покриття як залежність від 

часу h=f(t). 
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